
Power & Boot Sequence 측정 노하우

전원부트 시퀀스 분석부터 Clock품질 측정까지, 필수 신호 측정의

모든것

첫 신호가 시스템의 운명을 결정한다
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임베디드 시스템 - 블록 다이어그램



전원 인가 시퀀스(Power-on Sequence)

시스템에 전원이 공급된 순간부터 CPU가 실행 가능한 상태가 될 때까지의 하드웨어

준비 과정

부트 시퀀스(Boot Sequence)

CPU Reset이 해제된 이후 운영체제 또는 어플리케이션이 실행될 때 까지의 소프트웨어 시작과정

임베디드 시스템 – 시퀀스



MAIN

POWER

INPUT

(e.g. DC 12V)

전원트리
(DC-DC & LDOs)

Step1. 외부전원 공급

Step2. 전원 트리 활성화

EN1

PMIC

EN2

전원 양호
(PGOOD)

Step3. 전원 시퀀스 타이밍

VDD_DDR (1.35V)

VCC_CORE (0.8V)

V_PERIPH (5V)

V_DISPLAY (3.3V)

ARM

CPU / SoC

(ARM Cortex-A)

'CPU Reset

Released'

'CPU Reset

Active'

클럭발생기
(Clock 

Generator)

Step4. 클럭, CPU 안정화

크리스
탈
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Step1. CPU Rest Relesed

Step2. Reset Vector Fetch

Step3. Boot Device Search

ARM

CPU / SoC

(ARM Cortex-A)

'CPU Reset

Released'

Step4. 부트로더(SPL) 로드

리셋 벡터 패치
Reset Vector Fetch

DDR3 eMMC

메모리
서브SYSTEM

DDR3L RAM 및
eMMC 플래시

부트로더(SPL)로드

Step5. DDR Initialization

Step6. Full Bootloader 실행

주변장치
인터페이스

디스플레이
UNIT

구동 유닛
UNIT

(모터/액추에이터)

COMM
(UART, USB)

Step7. Driver Initialization
 (주변장치 초기화)

Step8. Application Start

부트 시퀀스(Boot Sequence)
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메모리
서브SYSTEM

DDR3L RAM 및
eMMC 플래시

EN1

PMIC

EN2

진원 양호
(PGOOD)

'Power-On'

MAIN
POWER
INPUT

(e.g. DC 12V)

전원 트리
(DC-DC & LDOs)

전원
시퀀스
타이밍 VDD_IO 1.35V

VDD_DDR 1.35V

V_DISPLAY 3.3V

V_PERIPH, 5.0V

VCC_CORE 0.8V

(high current)

CORE POWER RIPPLE
(at CPU pin, <1%)

전압 모니터링
(VCC_MON)

VCC_MON

ARM
CPU / SoC

(ARM Cortex-A)

'CPU Reset
Released'

'CPU 리셋 해제됨'

‘리셋 벡터 페치'

부트로더
(SPL) 로드됨

부트
시퀀스
시퀀스

DDR3 eMMC

주변장치
인터페이스

디스플레이
UNIT

구동 유닛
UNIT

(모터/액추에이터)

COMM
(UART, USB)

고속 클록 지터
JITTER & 위상 노이즈

디스플레이
백라이트 노이즈

(V_DISPLAY)

그라운드 노이즈
(구동 유닛 스위칭 노드에서,

V_GND 오프셋)

신호 무결성
(SI) 분석
(UART/USB

아이다이어그램 및 지터 분석)

CLOCK
GENERATOR

클록 발생기

크리스탈
(PLLs/XTAL)

RESET TIMING
vs PGOOD

범례

전원 흐름

시퀀스 제어

데이터/신호

측정 지점

DDR 신호 / 전원 무결성
(VDD_DDR 리플 및 DQ/DQS 

셋업 홀드 타이밍 마진)

클럭 출력 안정도
(CLKOUT 지터/위상노이즈,

PGOOD 대비 RESET TIMING
마진 확인용

V_FLASH 3.3V

각 시퀀스의 측정 포인트
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각 시퀀스와 측정 포인트 – High Speed 
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Power Block

시퀀스흐름 시퀀스단계



AC – DC SMPS 측정 방법

전원출력안정성



HVPS

광절연 프로브 사용 화면





CPU 및 SoC initializing



시스템 안정성 기본 핵심 지표 : Phase Noise & Jitter

타이밍마진감소





CLK 품질측정

늦음

메뉴를



시퀀스 Timing 측정

검증합니다.



IO버스품질측정





DC전원품질



Ripple 측정방법



Ripple 접근방식

Cap.



Voltage Drop, Droop



측정시주의사항

대역폭





고급 PI vs SI 프리뷰



고급 PI vs SI 프리뷰





THANK YOU
감사합니다.

W EB S IT E

WWW.WAVEINSENSE.COM

E M AI L  A D D R E SS

INQUIRY@WAVEINSENSE.COM

P HO N E N U M B ER

070.8211.2513
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